
劳厄单晶定向系统

紧凑型柜式系统，可实时高精度测定晶体取向

工业与科研配置



选择一款适合您的劳厄系统

最大样品尺寸

L 50 x D 50 x H 26.5 mm 

扫描区域
Horizontal: 50 x 26.5 mm 

Vertical: 50 x 50 mm

样品处光斑大小
可调至1 mm

有效输入区域 
76 mm x 105 mm

精度可至 0.2º

用于精确定位的样品对准
相机（不包含在内）

能量范围
5 to 50 keV

Laue-LT
典型曝光时间范围：

120 s - 240 s

Laue
典型曝光时间范围：

 1 s - 30 s

最大样品尺寸
Horizontal: L 250 x D 250 x H 40 mm 

Vertical: L 250 x D 150 x H 40 mm 

扫描区域
Horizontal: 250 x 40 mm 
Vertical: 250 x 150 mm

样品处光斑大小
450 µm (250 µm 最小可至)

有效输入区域

155 mm x 105 mm

精度可至 0.1º

用于精确定位的样品对准
相机（标准配置）

能量范围
5 to 29 keV

密封式钨靶 X 射线管

硅标准样品

带有电脑、显示器、键盘和鼠标放置空间
的定制机柜工作台

PSEL Laue crystal orientation software

系统包含
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Laue-XT
典型曝光时间范围：

 1 s - 30 s

最大样品尺寸
L 450 x D 250 x H 250 mm 

         扫描区域
 250 x 250 mm 

样品处光斑大小
450 µm (250 µm 最小可至)

有效输入区域

 155 mm x 105 
mm

精度可至 0.1º

用于精确定位的样品对准
相机（标准配置）

能量范围
5 to 29 keV



二维取向分布图

蓝宝石 C 轴取向 SiC 六方晶向取向

多晶硅晶圆 用于 X 射线分析的轮廓与质心提取

硅晶体取向精度优于 0.1°

单晶材料在新型器件中发挥着重要作用，
应用领域涵盖非线性光学、航空发动机涡
轮叶片以及超导材料。

高分辨率晶体取向系统是采集和分析多种晶
体材料劳厄衍射图样的理想工具。借助专用
软件，可快速、精准地测量单晶的取向。

Photonic Science 劳厄系统系列提供多种
配置，可满足不同应用需求，包括不同通
量、可调节光束尺寸，以及手动或电动定
位。系统融合了多项创新技术，代表新一代
劳厄单晶取向解决方案，并可根据您的具体
需求进行配置。 

主要特点

| 垂直和水平配置可选 

| 即插即用的紧凑型机柜系统，无需冷水机

| 免维护、高分辨率、高灵敏度的背反射 X 射线探测器

| 可选手动或电动 XYZ 位移台及测角仪

| 领先的 X 射线光学解决方案

| 配备用于定位的距离测量工具

| 快速、精准地校准晶体取向

| 提供适用于高通量样品筛选的配置

| 配备专用劳厄软件，支持脚本功能，支持全自动化的脚本语言

新一代劳厄系统



系统选项

	 Laue-LT	 Laue	 Laue-XT

	 ✓ ✓ 可按需提供

	 ✓ ✓ ✓

	 ×	 ✓ 仅垂直 ×

	 ✓	 ✓仅水平 ✓

	 ×	 ✓ 仅垂直 可按需提供

	 ✓ ✓ ✓

	 ×	 ✓ ✓

样品对准相机—— 标准配置 ×	 ✓ ✓

X 射线源对准相机 × ✓ ✓	

	 × ✓	 ✓

垂直配置

灵活的系统配置：采用垂直光
路，可对多个独立晶体或多个感
兴趣区域进行高通量扫描。

利用重力固定样品，无需将样品
粘附在载物台上，使晶体的装载
和取向调整更加便捷。

水平配置
传统的水平光路结构非常适合
在切割前对晶体进行取向定
位，也适合快速扫描晶体以识
别衍射斑点。

欢迎与我们的专家团队沟通，
帮助确定哪种配置方案最符合
您的需求。

Grain Map 系统

垂直系统，配备专用相机、镜
头、照明和测绘软件，用于测量
每个晶粒的取向。

Grain Map 系统标配全电动 XYZ 载
物台和测角仪。非常适用于硅晶
圆的晶粒测绘。



取向校准软件

自动识别衍射斑点，并计算其相对于参考晶体
的位置

自动计算晶体相对于测角仪及晶轴的偏转

操作流程简便，便于多人使用，也适合非晶体
学专业人员操作

将角度测量结果保存为 CSV 文件，便于质量保
证和追溯

内置宏接口，可自动执行重复性操作

兼容 CFL 数据文件

支持远程访问，便于持续提供服务支持，减少
系统停机时间

应用领域

晶体取向

 质量控制

涡轮叶片检测

“我们选择 Photonic Science 劳厄系统，是因
为它一直非常可靠。除了测量准确、性能稳
定之外，这套系统最大的优势在于操作便
捷、运行迅速…… 只需接入普通墙面电源，
系统便可快速启动，立即检查晶体。

在我接触过的产品中，它确实是市场上性价
比最高的选择。整套设备会送达现场，并附
有安装视频。按照视频完成安装后，只需一
两个小时，就可以开始使用。”
—Gavin Hester 博士
布鲁克大学物理系助理教授

垂直系统优势

垂直光路占用的机柜空间更少，可为实验预留更
多空间

支持晶圆、棒状样品及多个样品的扫描实验，例
如在最大 30x30 cm 的托盘上扫描多个钻石

可兼容附加光学元件或其他检测方式

配备激光距离传感器，使样品定位更加准确、可
重复

样品可在远离探测器的位置安全装载

更大的装载空间让样品安装更便捷、更快速

电动测角仪可实现更大的倾斜和旋转角度

软件支持自动化宏程序运行
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专用劳厄软件



视频安装

劳厄系统采用即插即用设计，无需专业安装条件，安装
和设置都十分简便。每套系统在交付时均已完成预配
置，并附有安装视频，逐步指导您完成整个安装过程。

如有任何疑问，我们的技术支持团队可通过电话或电子
邮件为您提供帮助。

 现场安装

安装

培训

劳厄系统配有全面的用户手册，帮助新手和有经验的用
户了解系统的各项功能，并学习如何设置和开展劳厄实
验。我们还提供培训视频。

 远程技术支持

我们的技术支持团队将协助您诊断并排除故障，帮
助实验尽快恢复正常。

售后服务

质量与持续改进是 Photonic Science 一切工作的核心，确保每套系统交付时均符
合规格要求。

Photonic Science 已通过 ISO 9001 认证。所有产品均标配 12 个月质保，也可按
需提供延长质保服务。

Photonic Science 还为产品提供全生命周期的售后支持，并可为所有 Photonic 
Science 系统提供维护和维修服务。

如需现场安装，我们的服务团队可将劳厄系统送
达贵方场所并完成安装调试。

质量保证




